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Contexte et objectifs

Les études sur les matériaux utilisés dans les réacteurs nucléaires (vieillissement, corrosion...) nécessitent de nouvelles méthodes analytiqgues malgre les
recents développements dans le domaine. En effet, les techniques actuelles ne permettent pas toujours d'obtenir une analyse chimigue guantitative et sensible
a I'échelle nanomeétrique, necessaire pour I'étude de joints de grain ou de microfissures par exemple.

Ce travall propose de répondre a ce besoin grace a lI'ablation laser en champ proche couplée a la spectrometrie de masse a source plasma (NF-LA-ICPMS),
permettant 'analyse directe et rapide de solides a une échelle sub-micrométrigue. Le montage développé combine un laser nanoseconde, un microscope a
force atomique (AFM) et un ICPMS a haute résolution. L'ablation est réalisée en amplifiant le champ électrique du laser au sommet de la pointe de I'AFM,

positionnee a quelques nanometres de la surface de I'échantillon et éclairee par le laser.

Principe et état du projet en début de these

Principe de I'ablation laser en champ proche :
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Caractérisation des particules ablatées : Développement de l|la méthode d’analyse par ICP-MS des
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